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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

CONDENSATEURS FIXES
UTILISES DANS LES EQUIPEMENTS ELECTRONIQUES

Dix-septiéme partie: Spécification intermédiaire:
Condensateurs fixes pour tension alternative et pour impulsions
a diélectrique en film de polypropyléne métallisé

PREAMBULE
1) Les décisions ou accords officiels de la CEI en ce qui concerne les questiogs technigues 4 Comités
d’Etpdes ol sont représentés tous les Comités nationaux s’intéressant a ces questions s grande
mesWyire possible un accord international sur les sujets examinés.
2) Ces flécisions constituent des recommandations internationales et sopt-agréée ¢ ar lgs Comités nationaux.
3) Danf le but d’encourager I'unification internationale, la CEI exprime adoptent
dan onales le
perl it, dans la
mes
La "Etudes n° 40 de la CEI: Condensateurs et résis-
tances
Le fexte de cettinor eestl suivants:
\S{%Mms Rapports de vote
BC)482 40(BC)521
40(BC)598 40(BC)646
40(BC)599 40(BC)647
Polr de pk nseignements, consulter les rapports de vote correspondants meftionnés
dans |e tableau ci~dessus
Le[nuntéro QC qui figure sur la page de couverture de la présente publication est le numéro de

spécification dans le Systéme CET d’assurance de la qualité des composants électroniques (IECQ).
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

FIXED CAPACITORS
FOR USE IN ELECTRONIC EQUIPMENT

Part 17: Sectional specification:
Fixed metallized polypropylene film dielectric a.c.
and pulse capacitors

FOREWORD

ich all the
ational

1) The fdrmal decisions or agreements of the IEC on technical matters, prepared b
Natiofial Committees having a special interest therein are represented, express, 8
consensus of opinion on the subjects dealt with.

2) They have the form of recommendations for international use and the in that

sense.

3) In ord|
text o
betwe
the lat|

ationahZommittees should adopt the
conditions will permit. Any divergence
4s possible, be clearly indifated in

This 1 ; mittee No. 40: Capacitors and Resistors
for Eleg

Thet

SWI(: ' Reports on Voting

\401,96)482 40(C0O)521

40(C0)598 40(CO)646
40(C0)599 40(CO)Y647
Further in ation\can’be found in the relevant Reports on Voting indicated in the table gbove.

The QCmumber that appears on the front cover of this publication is the specification number in
the IEC Quality Assessment System for Electronic Components (IECQ).
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CONDENSATEURS FIXES
UTILISES DANS LES EQUIPEMENTS ELECTRONIQUES
Dix-septiéme partie: Spécification intermédiaire:
Condensateurs fixes pour tension alternative et pour impulsions
a diélectrique en film de polypropyléne métallisé

SECTION UN — GENERALITES

1. (énéralités
1.1 [Domaine d’application
isées et A
également
‘ X bs condi-
A [ écification sont principa-
X eyrs pour impulsions.|La puis-

sioirde créte maximale est 3000 V.

couverts-
ment, en

ensateurs
classe 2:

fa Publi-
foniques.
ation intermédiaire: Condensateurs fixes d’antiparasitage. Choix
dgles générales.

cation 384
Quatorziewe partig:

< protection contre les dangers de choc électrique (couvefts par la
CET), les condensateurs a lampe fluorescente et les condensatgurs pour
far les spécifications des CE 33 et 34 de la CET) ne sont pas couvérts par la

1.2 | Objet

L’objet de cette norme est de prescrire les valeurs préférentielles des caractéristiques, de
choisir, dans la Publication 384-1 (1982) de la CEI, les procédures d’assurance de la qualité et
les méthodes d’essai et de mesure appropriées et de fixer les exigences générales pour ce type
de condensateurs. Les sévérités d’essai et les exigences prescrites dans les spécifications parti-
culiéres doivent étre d’un niveau égal ou supérieur a celui de la présente spécification intermé-
diaire, un niveau inférieur n’étant pas permis.

1.3 Documents de référence

Publications dela CEI:

Publication 62: Codes pour le marquage des résistances et des condensateurs.
(1974)
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FIXED CAPACITORS
FOR USE IN ELECTRONIC EQUIPMENT

Part 17: Sectional specification:
Fixed metallized polypropylene film dielectric a.c.
and pulse capacitors

SECTION ONE — GENERAL

1. GJneral
1.1 cope

This standard applies to fixed capacitors with metallized 2le d pelypfdpylene
dielectric for use in electronic equipment.

Note. — Capacitors which have mixed foil and metallized electrodes4re al he scope\of this standalrd

These capacitors may have “self-healing” properfies depeading’on cenditions of use| Capa-
ditors covered by this specification are mainly|inténded:fd S\with alternating yoltage
and/or for pulse applications. The maximu i reg tive o@r applicable is 10 000 var and the
maximum peak voltage is 3 000 V

This standard is not intended to cover capa c¢values higher than 20 pF.

0 Hz are not covered by this standard
except when they are the highest cactive powers mainly situated| below
00 var at 50 Hz.

The maximum p is performance grades of capacitors are covered,
grade 1 for long-life applidatiomans ¢ 2Tor general application.

Capacit dig_integfere ppression are not included, but are covered by IEC
Rublication 384 ixe apasitefs for Use in Electronic Equipment. Part 14: Sectional
Specificaticn: Fixe : or Radio Interference Suppression. Selection of Methods of
T ent

: ( at’shock hazard protection (covered by IEC Publication 45) and
fldoressent lam otor capacitors (covered by IEC TC 33 and TC 34 specificatiqns) are
also € 8
1.2 bject

The object of this standard is to prescribe preferred ratings and characteristics and to select
from IEC Publication 384-1 (1982), the appropriate quality assessment procedures, tests and
measuring methods and to give general performance requirements for this type of capacitor.
Test severities and requirements prescribed in detail specifications referring to this sectional

specification shall be of equal or higher performance level, because lower performance levels
are not permitted.

1.3 Related documents

I1EC Publications:

Publication 62: Marking Codes for Resistors and Capacitors.
(1974
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Publication 63: Séries de valeurs normales pour résistances et condensateurs.
(1963) Modification n° 1 (1967)

Modification n® 2 (1977)
Publication 68: Essais fondamentaux climatiques et de robustesse mécanique.
Publication 384-1: Condensateurs fixes utilisés dans les équipements électroniques.
(1982) Premiére partie: Spécification générique.

Modifications n° 1 (1985) et n° 2 (1987).
Publication 410: Plans et régles d’échantillonnage pour les contrdles par attributs.
(1973)

Publication QC 001001: Reégles fondamentales du Systeme CEI d’assurance de la qualité

1986) de
Publication QC 001002: 1ité des
1986) composants électroniques (IECQ).
Publication de 'ISO:
Norme ISO 3: Nombres normaux — Séries de nomb
1973)
Note. — Lorsque les documents ci-dessus sont mentlonnes dansu artlc ade i ion, I’¢dition en
e g p e dans la
Informations a donner dans une sp
icable.
les de la
spécification générique, 1nterme diai : i . ’ iennent des
pxigences plus séveéres \vent &tre Indiquée . éciffication
particuliére et repérs
Note. — Les infor forme de
tableaux.

Les inf@' hliere et
es valeurs\fifée I’article
hpproprié dela

une illustration du condensateur destinée a faciliter son identification et sa
Compara vec d’2 i i i & ssodiées qui
pffectent ]’ ' ilité i é : éCi ion particu-
jicre~Toute dimensions doivent de préférence étre données en millimétres mais,|lorsque
Jes_dimensions originales sont données en inches, les dimensions métriques corresp(1ndantes
en-millimétres doivent &tre-ajoutées:

Normalement les valeurs numériques doivent étre données pour la longueur du corps, la
largeur et la hauteur du corps et I’entraxe des sorties ou, pour les types cylindriques, le
diameétre du corps et la longueur et le diamétre des sorties. Si nécessaire, par exemple lorsque
la spécification particuliére couvre plusieurs articles (de différentes valeurs de capacité et/ou
tension), les dimensions et leurs tolérances associées doivent étre placées dans un tableau sous
le dessin.

Si la configuration du condensateur est différente de celle indiquée ci-dessus, la spécifi-
cation particuliére doit donner les informations dimensionnelles qui le décriront convena-
blement. Si le condensateur n’est pas congu pour ’utilisation dans les cartes imprimeées, cela
doit étre clairement indiqué dans la spécification particuliére.
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1.4

1.4.1

Publication 63: Preferred Number Series for Resistors and Capacitors.
(1963) Amendment No.1 (1967)
Amendment No.2 (1977)
Publication 68: Basic Environmental Testing Procedures.
Publication 384-1: Fixed Capacitors for Use in Electronic Equipment. Part 1: Generic
(1982) Specification.
Amendments No.1 (1985) and No.2 (1987).
Publication 410: Sampling Plans and Procedures for Inspection by Attributes.
(1973)

Publication QC 001001: Basic Rules of the IEC Quality Assessment System for Electronic
(1986) Components TECQ)

Ppblication QC 001002: Rules of Procedure of the IEC Quality Assessmtent System fof Elec-

(1986) tronic Components (IECQ).

I50 Publication:

I$0 Standard 3: Preferred Numbers — Series of Prefe

(1973)

Npte. — The above references apply to the current editions except fof ereferenced edition in

Information to be given in a detail spe

nferior to those of the g¢neric,
eyere requirements are included, they
on and indicated in the test schgdules,

sgctional or blank detail specification.

Nhen
shall be listed in Sub-clause 1.9 of the dec fica
fqr example by an astérisk>

The follo in 2 ivep'in each detail specification and the values quoted
all prefera S8 fromthosegiven in the appropriate clause of this sectional specifi-

ere shall_bevan\illustration of the capacitor as an aid to easy recognition apd for
~ the capacitor with others. Dimensions and their associated tolerances,|which
geability and mounting, shall be given in the detail specification. All dimen-

givenin'inches, the converted metric dimensions in millimetres shall be added.

Normally the numerical values shall be given for the length of the body, the width and
height of the body and the wire spacing, or for cylindrical types, the body diameter, and the
length and diameter of the terminations. When necessary, for example when a number of
items (capacitance values/voltage ranges) are covered by a detail specification, the dimen-
sions and their associated tolerances shall be placed in a table below the drawing.

When the configuration is other than described above, the detail specification shall state
such dimensional information as will adequately describe the capacitor. When the capacitor is
not designed for use on printed boards, this shall be clearly stated in the detail specification.
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1.42 Montage

La spécification particuliére doit spécifier la méthode de montage a employer pour lutili-
sation normale et pour les essais de vibrations, secousses ou chocs. Les condensateurs doivent
étre fixés par leurs dispositifs normaux de fixation. La conception du condensateur peut &tre
telle qu’elle exige pour son emploi un dispositif spécial de fixation. Dans ce cas la spécifi-
cation particuliére doit décrire ce dispositif de fixation, qui doit étre utilisé lors des essais de
secousses, chocs et vibrations.

1.4.3  Caractéristiques

Les caractéristiques (assignées ou non) doivent se conformer aux articles applicables de la
présente spécification ainsi qu’aux prescriptions suivantes:

1.43J]l Gamme de capacité nominale

Voir paragraphe 2.2.1.

Note. — Lorsque des produits agréés conformément a la spécification pars
valeurs, la régle suivante devrait étre ajoutée:
«La gamme des valeurs disponibles dans chaque gamme de tegSione i s produits
qualifiés.»

1.4382  Courant sinusoidal (si applicable)

du cOurant sinudoidal en
ction du courant sinu-

1.4313  Caractéristiques particuliéres

onatées lorsqu’elles sont corpsidérées
scomposant en vue de son application.

1.4.3/4 - Soudure

La spécification particulie L PE s méthodes d’essai, les sévérités et les gxigences

1.4.4 Marqu
La spécifica sateur et
’ ¢ présente

1.5
384-1 de

1.5.1
1.5.1

Condensateurs destinés a des usages nécessitant une longue durée de vie et de séveéres
prescriptions pour les caractéristiques électriques.
1.5.1.2 Condensateurs de classe de performance 2 (usage général)

Condensateurs destinés a 1'usage général pour lesquels les prescriptions exigées pour les
condensateurs de classe 1 ne sont pas nécessaires.

1.5.2 Classe de stabilité

La classe de stabilité est définie par la variation de capacité apres les essais climatiques et
mécaniques et apreés les essais d’endurance. La classe de performance et 1a classe de stabilité
doivent étre indiquées dans la spécification particuliere.
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1.4.2 Mounting

The detail specification shall specify the method of mounting to be applied for normal use
and for the application of the vibration and the bump or shock tests. The capacitors shall be
mounted by their normal means. The design of the capacitor may be such that special
mounting fixtures are required in its use. In this case the detail specification shall describe the
mounting fixtures and they shall be used in the application of the vibration and bump or

shock tests.

1.4.3 Ratings and characteristics

The ratings and characteristics shall be in accordance with the relevant clauses of this speci-

fication, together with the following:

1.4.3.1| Rated capacitance range
See Sub-clause 2.2.1.

be added:
“The range of values available in each voltage range is given in the

1.4.3.2| Sinusoidal current (if applicable)

sofdal current|versus
te versus
fr
1.4.3.3( Particular characteristics
3 onsidered necessary to ppecify
adequately the component for desig ica purposes.
1.4.3.4| Soldering
The detail specification s i Jtufiethods, severities and requirementg appli-
cable for the solders xesi eto soldering heat test
1.4.4 |Marking
The detai e' 102 ify the content of the marking on the capacitor and on the

1.5.1 |Performancegrades

1.5.1.11 “Performance grade I capacitors (long-life)

ause 1.6 of this sectional specification shall be spedifically

Capacitors intended for long-life application with stringent requirements for the electrical

parameters.

1.5.1.2  Performance grade 2 capacitors (general purpose)

Capacitors for general application where the stringent requirements of performance

grade 1 are not necessary.

1.5.2  Stability grade

It is defined by the capacitance drift after climatic and mechanical tests and after endurance
tests. The performance grade and the stability grade shall be noted in the detail specification.
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1.5.3  Combinaison des classes de performance et de stabilité (si la classe de stabilité est requise pour

1.5.4

1.5.4.2

1.5.4.3

1.5.5

les condensateurs pour tension alternative et pour les condensateurs pour impulsions)

Le tableau suivant indique les combinaisons de la classe de performance et de la classe de

stabilité:
Classe de Classe de Désignation des
performance stabilité combinaisons
1 1.1
1
2 1.2
2 _

Les trois combinaisons des classes de performance et de bilité de
la capacité et les valeurs de la tan . La distinction da combi-
naisons est indiquée dans le tableau II, page 24.

Tensions nominales
Note. — Lasomme de la tension continue gt de la vale{ir d e créte de
la tension d’impulsion, appligu€eshau cord nominale
continue. La valeur de créte de | e,
1.5.4.1 Tension nominale continue

Tension continue maximale qui p es d’un
fondensateur, a la température-nomina

bornes
nce aux
1
R
: . (dU) : . dU
La pente nominale de la tension est la valeur maximale admissible de la pentg
(dt)R de
e\'impulsion a la température nominale

1.6

1.6.1

aucune €lévation significative de température.

Marquage

Selon paragraphe 2.4 de la Publication 384-1 de la CEI, compte tenu des m
suivantes:

odalités

Les informations contenues dans le marquage sont normalement prises dans la liste ci-aprés;

I'importance relative de chaque information est indiquée par son rang dans la liste:
a) capacité nominale;

b) tension nominale alternative et/ou d’impulsions (la tension alternative peut étre i
par le symbole ~) et 1a fréquence correspondante si différente de 50 Hz;

ndiquée
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1.5.3  Performance grade and stability grade combinations (if stability grade is required for a.c. and

pulse capacitors)
The table below shows the combinations of the performance grade and the stability grade
(for preferred values):
Performance Stability Combination
grades grades designations
1 1.1
1
2 1.2
2 —
The three combinations of performance grades and stabilit itance
stability and tan 6 values. Distinction in performance ofthe thpe i wn in
Table I1, page 25.

1.5.4 Rated voltages
Note. — The sum of the d.c. voltage and the peak a.c. voltage e ealse voltage applied to the capacifor shall

consideration.

1.5.4.1 | Rated d.c. voltage
The maximum d.c. voltage whic ma@p ied co

tinuously to a capacitor at thg rated
temperature.

1.5.4.2

e which may be applied continuously to a capacitor

hich may be applied continuously to a capacitor|at the

The ratedpulse'slope (_d_LQ is the maximum admissible value of the voltage slope av
Hr df
of apulse, at the rated temperature at_such a repetition frequency that no signi inkrease
of temperature occurs.
1.6 Marking

Sub-clause 2.4 of IEC Publication 384-1, with the following details:

1.6.1 The information given in the marking is normally selected from the following list; the
relative importance of each item is indicated by its position in the list:

a) rated capacitance;

b) rated a.c. and/or pulse voltage (a.c. voltage may be indicated by the symbol ~) and the
corresponding frequency if different from 50 Hz;
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c) tolérance sur la capacité nominale;

d) pente nominale de la tension d’impulsions (si applicable);

e) courant nominal et fréquence correspondante (si applicable);
f) année et mois (ou semaine) de fabrication;

g) nom du fabricant ou marque de fabrique;

h) catégorie climatique;

i) désignation de type du fabricant;

Jj) référence a la spécification particuliére.

1.6.2 Le condensateur doit porter lisiblement les informations a), b) et ¢) et le plus grand nombre

1.6.3

1.6.4

dans le marquage devrait étre évitée.

L’emballage contenant les condensateurs doit porter lisible
enumérées au paragraphe 1.6.1.

confusion.

SECTION DEUX — CARA FERENTIELLES

2. CQaractéristiques préférentielles

22
221

222

Duree deXessai continu de chaleur humide: 4, 10, 21 et 56 jours
Kes sévérités pour les essais de froid et de chaleur séche sont respectivement les t

bntenue

mations

iflaucune

choisies

,|confor-

tinu de

empéra-

Ures minimale et maximale de categorie.
Valeurs préférentielles des caractéristiques assignées

Capacité nominale (Cy ou CR)

Les valeurs préférentielles de la capacité nominale sont choisies parmi celles des

séries E

des valeurs recommandées dans la Publication 63 de la CEI: Séries de valeurs normales pour

résistances et condensateurs.

Tolérances sur la capacité nominale

Les tolérances préférentielles sur la capacité nominale sont £20%; +10%; +5%; +2%;

t1%.
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¢) tolerance on rated capacitance;
d) rated voltage pulse slope (if applicable);
e) rated current and corresponding frequency (if applicable);
f) year and month (or week) of manufacture;
g) manufacturer’s name or trade mark;
h) climatic category;
i) manufacturer’s type designation;
J)  reference to the detail specification.
1.6.2  The capacitor shall be clearly marked with a), b) and c) above and with as many as possible

of the TenTaiming ftems as IS considered necessary. Any duplication ol Anfermation |in the
marking on the capacitor should be avoided.

1.6.3 [The package containing the capacitor(s) shall be clearly marked nation

isted in Sub-clause 1.6.1.

Jum—
—

1.6.4 Any additional marking shall be so applied that no confusion

HARACTERISTICS

2.1
irlg:

prding

y state -

Duration ofthg’damp heat, steady state test: 4, 10, 21 and 56 days

Thesseverities for the cold and dry heat tests are the lower and upper category temperatures
re€Spectively.

2.2 Preferred values of ratings
2.2.1 Rated capacitance (Cg)

Preferred values of rated capacitance are values chosen from the E series of preferred
values given in IEC Publication 63: Preferred Number Series for Resistors and Capacitors.

2.2.2 Tolerances on rated capacitance
The preferred tolerances on the rated capacitance are +20%; +10%; +5%; +2%; +1%.
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Combinaisons préférentielles

Séries Tolérances
E6 +20%

E 12 +10%

E24 +5%

E 48 +2%

E 96 +1%

—

2.2.3| Capacité nominale et tolérances associées sur cefte capacite

voir le
tableau ci-dessous:
2.2.4
cription
d’une fréquence supérieure en sp
Les valeurs préfi telle a tensi ) choisies
parmi les termeg.des séri ¢ maux —
Séries de nomb :
La sp%ﬁ? efficace
alternative i inale) et,
s’ily alieu, g
2.2.5
pour une
gorie de

226

Pour une t¥mpérature maximale de catégorie supérieure ou égale a 85°C, la température

nominale est 85°C et pour une température maximale de catégorie inférieure a|85°C, la
température nominale est égale a la température maximale de catégorie.

Note. — La température nominale sous tension alternative est de 15°C inférieure a la température nominale sous
tension continue.

2.2.7 Courant alternatif nominal (si requis en spécification particuliére)
La spécification particuliére doit indiquer:
— lafréquence

— la valeur efficace du courant alternatif nominal applicable a la fréquence spécifiée (valeur
choisie parmi les termes des séries R10 ou R20)

— la courbe de réduction du courant alternatif admissible en fonction de la température
ambiante.
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Preferred combinations
Series Tolerances
Eé6 +20%
E 12 + 10%
E 24 + 5%
E 48 +2%
E 96 + 1%

2.2.3 [Rated capacitance with associated tolerance valuds

For preferred combinations of capacitance § d to@an g5 see the table hereaftgr:

2.2.4 |Rated a.c.voltage (U, or Ur-)

60 Hz unless the detail specification

The preferred value rated a.¢ .mys. value) shall be chosen from the R10 pr R20
s¢ries given in ISQ\Standard'3: Preferbédumbets — Series of preferred numbers.

The detci b ivethe\derating curve of the admissible r.m.s. voltage|versus
tgmperature (righter tha ed temperature) and, if applicable, versus frequency.

225

is equal to the rated a.c. voltage Ug, .. for upper categofy tem-

2.2.6

mperatures

O

e rated temperature is 85°C and for an|upper

Note. — A.C.rated temperature is 15°C less than d.c. rated temperature.

2.277 Rated a.c. current (when required in the detail specification)
The detail specification shall state:
— the frequency

— the r.m.s. value of the rated a.c. current applicable at the specified frequency (value chosen
from R10 or R20 series)

— the derating curve of the admissible a.c. current versus ambient temperature.
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SECTION TROIS — PROCEDURES D’ASSURANCE DE LA QUALITE

3. Procédures d’assurance de la qualité

3.1 Etape initiale de fabrication

L’étape initiale de fabrication est le bobinage du condensateur ou I’opération équivalente.

3.2 Modeéles associables

Condensateurs fabriqués avec des procédés et des matériaux semblables, mais pouvant étre
de dimensions de boitiers et de valeurs différentes.

3.3 Rapports certifiés de lots acceptés
particu-
iére, les informations sur le contrdle exigées au titre du parag 5. Publi-
ai d’en-
Hurance les paramétres pour lesquels les informations pad ia Ilonnées
sont: la variation de capacité et la tangente de ’angle dg'pertes ent est
Fequise seulement par attributs.
3.4 Homologation
spécifi-
S essais
htilisant
itapres.
3.4.1 | Homologation parl,
Echantillonnage
La procédure [dhom § Schafiti ’ i écri Ip Publi-
cation 384,1°de 1a arg gamme
des conde ir|tout ou
tension
buand la
1ssi étre
valeurs
ogation
Ksais est
Les spécimens de rechange a prévoir sont les suivants:

a) Un par valeur pour remplacer éventuellement I'unité défectueuse tolérée au groupe «0».

b) Un par valeur pour remplacer éventuellement des spemmens défectueux par suite d’inci-
dents non imputables au fabricant.

Les nombres de spécimens indiqués en groupe «0» présument que tous les groupes sont
applicables. Si ce n’est pas le cas les nombres doivent étre réduits en conséquence.

Lorsque des groupes d’essais complémentaires sont introduits dans le programme des
essais d’homologation le nombre de spécimens requis pour le groupe «0» doit étre augmenté
du nombre requis pour les groupes complémentaires.

Le tableau I donne le nombre de spécimens & essayer dans chaque groupe ou sous-groupe
ainsi que le nombre de spécimens défectueux admissibles pour les essais d’homologation.
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SECTION THREE — QUALITY ASSESSMENT PROCEDURES

3. Quality assessment procedures

3.1

3.2

33

34

34.1

Primary Stage of Manufacture

The primary stage of manufacture is the winding of the capacitor element or the equivalent
operation.

Structurally Similar Components

Capacitors considered as being structurally similar are capacitors produced with similar
processes and materials, though they may be of different case sizes and values.

Certified Records of Released Lots

The information required in Sub-clause 3.5.1 of IEC Publicati€n 384- made
ayailable when prescribed in the detail specification and when requeste . After
the endurance test the parameters for which variables information \is réqui apaci-

Qualification Approval

The procedures for Quahﬁcatlon Approva of the

-1pt and

p¢ fixed
sg

Pualification Approva

Sampling

The fixed sample 42b)
The sample shal ought.
This may o

I these

VIT ghest Capacitances. When there are more than four rated voltages an
i guired
fq i gists of
le r four

\¢

Spare specimens are permitted as follows:

a) One per value which may be used to replace the permitted defective in Group “0”.

b) One per value which may be used as replacements for specimens which are defective
because of incidents not attributable to the manufacturer.

The numbers given in Group “0” assume that all groups are applicable. If this is not so, the
numbers may be reduced accordingly.

When additional groups are introduced into the Qualification Approval test schedule, the

number of specimens required for Group “0” shall be increased by the same number as that
required for the additional groups.

Table I gives the number of samples to be tested in each group or sub-group together with
the permissible number of defectives for qualification approval tests.
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342 Essais

La série compléte des essais indiqués aux tableaux I et IT est requise pour I’homologation de
la gamme des condensateurs couverte par une meme spécification particuliére. Dans chaque
groupe, les essais doivent étre effectués dans I'ordre indiqué.

Toutes les piéces de I’échantillon doivent étre soumises aux essais du groupe «0» et ensuite
réparties entre les autres groupes.

Les piéces reconnues défectueuses dans le groupe «0» ne doivent pas étre utilisées pour
constituer les autres groupes.

Lorsqu’un condensateur n’a pas satisfait a tout ou partie des essais d’un groupe, il est
compté comme «une unité défectueuse».

dépasde pas le
ombre total

L’homologation est accordée lorsque le nombre d’unités défectueyses
nhombre d’unités défectueuses permis pour chaque groupe ou sousy, peetl
d’unités défectueuses permises.

Note. — Les tableaux I et I1 forment ensemble le programme des essais sux échantilion t tableau [
donne en détail échantillonnage et le nombre de spécimens géfectyeuy ad différents
essais ou groupes d’essais. Le tableau I1, conjointement aux p écisionsd %En quatre,
donne la liste compléte des conditions d’essai et des exigefiCes € indi méthode

sont iden-

hualité.



https://iecnorm.com/api/?name=793440b6ed7e08516341bcdb60905bf3

384-17 © 1IEC 1987 — 21—

3.4.2 Tests

The complete series of tests specified in Tables I and II are required for the approval of
capacitors covered by one detail specification. The tests of each group shall be carried out in
the order given.

The whole sample shall be subjected to the tests of Group “0” and then divided for the other
groups.

Specimens found defective during the tests of group “0” shall not be used for the other
groups.

“One defective” is counted when a capacitor has not satisfied the whole or a part of the tests
of a group.

The approval i1s granted when the number of defectives does not g ecified

Dermis-

|72}
(=N
o
(¢’
[aN
a
[¢]
(€}
e
o ld
<
a
14

Note. — Tables I and II together form the fixed sample size test schedule, for which Table I i 5 btails for
the sampling and permissible defectives for the different tests or gratps oftests, whe edl|together
with the details of test contained in Section Four gives a cofiplete s pnditjons and
performance requirements and indicates where e.g. for the testauethod or cofrditions of tes ice has to
be made in the detail specification.

The conditions of test and performance requirements

@@

shall be
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Plan d’échantillonnage et nombre de spécimens défectueux admissibles pour les essais d’homologation
pour les condensateurs sous courant alternatif et sous impulsions

Paragraphe

Nombre de spécimens (n)et de
défectueux admissibles (pd)

Gr;l:pe Essais de cette {’ar 3 Pour c!uat‘re valeurr3s) Pot;re SD; v:jg,)urs
publication valeur ou moins a essaye ssay
pd pd
" 4n pd total bn pd total
Examen visuel 31
Marquage 1.6 /\
Dimensions 4.1
Capacité 422
Tangente de I’angle
0 de pertes 423 29 116 174 %
Tension de tenue 42.1 (+5)% [(+20)” (+30)”
Résistance d’isolement 424 (+5)9 | (+20)Y +30R
Inductance 4.2.5 4
Etanchéité® :
Piéces supplémentaires 2 2
: Robustesse des sorties \/ 18 1
i 1A | Résistance ala chaleur :
; de soudage
Résistance du composant
aux solvants
Soudabilité 36 22
Résistance du marquage :
aux solvants
1B Variations rapides
de températ
Vibrations
Secoussgs.ou chocs
1 Séquenc!l W 2 4 54 3 6
Essai cofitihy d¢ chaleur
2 humi 1 30 29
4.12.1 10 40 39 60 42
3
4.12.2 5 20 12 30 29
4123 5 20. 12) 30 22)
Caractéristiques en
4 fonction de la
température> 426
Charge et décharge® 4.13 5 20 1 30 2

1} Comme prescrit dans la spécification particuliére.
2 1in’est pas toléré plus d’une unité défectueuse par valeur.

3) Valeur: combinaison capacité/tension, voir paragraphe 3.4.1.
4 Non requis si I’essai d’endurance sous impulsions est requis.
5) Si prescription dans la spécification particuliére.
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TABLE 1

Sampling plan together with number of permissible defectives for Qualification Approval tests
for a.c. and pulse capacitors

Sub-clause

Number of specimens (n)and number

of permissible defectives (pd)

Group . Per For four or less For six values to
No. Test Of.thls. value®) values to be tested” be tested ¥
publication
pd pd
" 4n pd total bn Pd | otal
Visuatexamination 3T
Marking 1.6 (\
Dimensions 4.1
Capacitance 422
Tangent of loss angle 423 29 116 22 17 \</
0
Voltage proof 4.2.1 (+5)° {(+20)® $30)>
Insulation resistance 424 (+5)% [(+20)" (X30)
Inductance™ 425
Sealing®
Spare specimens
Robustness of terminations 18 1
:1A| | Resistance to soldering :
: heat
Component solvent
resistance
i Solderability 36 22
Solvent resistance :
‘1B of the marking
Rapid change of
temperature
Vibration
hock!
1 Climatic s ~.. l?ﬁb\ 54 3 6
Damp heat, ste
2 state 30 29
4.12.1 10 40 3% 60 4
3
4.122 5 20 12 30 29
Pulse endurance test® 4.12.3 5 20 12 30 22
Temperature charac-
4 teristic® 426
Charge and discharge? 4.13 5 20 1 30 2

1) As required in the detail specification.

2) Not more than one defective is permitted from any one value.
3 Capacitance-voltage combinations, see Sub-clause 3.4.1.

4 Not required when pulse endurance test is required.
) If required in the detail specification.
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TABLEAU 11

Programme d’essais pour ’homologation

384-17 © CETI 1987

Notes 1. — Les numéros de paragraphe indiqués pour les essais et les exigences renvoient a la section quatre: Méthodes
d’essai et de mesure.

2. — Dans ce tableau: D = destructif, ND = non destructif.

Nombres
, de spécimens (n)
Numeroe?zsie:i'agraphe (I)?l Conditions d’essai et d’unités Exigences
(voir note 1) ND (voir note 1) défectueuses (voir note 1)
admissibles
(pd)
|
Groul)e 0 ND Voir
4.1 Bxamen visuel tableau I

selon la
culiére

43

4.4
dg

4.4.]

Mesures initiiles

(L0

¢ 1 uF:210kHz
xamgn visuel

Sans séchage préliminaire

Méthode selon spécification
particuliére (1A ou 1B)
Examen visuel Pas de dommage visible
Marquage lisible
Capacité ACpour classe 1.11< 1%
C classe 1.21<2%
classe2: |<3%
par—rapport—a-lla valeur

4.1 Ipimension (par mesure) /\< particu-

4.2.2| Capacité Q&\ olérance

4.2.3| Tangente de I'angle de Fréquence: 1 kHz /\
peftes (tan 8)

4.2.1| Tension de tenue Voir la spécification Pas de claquage n{ de con-

Q tournement

4.2.4| Résistance d’isolement Selon 4.2.4.2

4.2.5| Inductance Inductance: <...mH (voir
(silapplicable) spécification particuliére)

Etanchéite Pas de fuite de I'infprégnant
(sijapplicable) ni de déformation du boi-
v tier
Groype 1A Voir
43.1 tableau I

Pas de dommage vikible

4.14 Résistance du compo-
sant aux solvants (si appli-
cable)

Tangente de ’angle de pertes

Solvant:...
Température du solvant: ...
Méthode 2

mesurée au 4.3.1

Accroissement de tan &:
pour C<1uF:
pour classe 1.1: <0,001
classe 1.2: <0,002
classe 2: <0,004
pour C>1 pF: voir spéci-
fication particuliére, par
rapport aux valeurs mesu-
rées au 4.3.1
Voir la spécification particu-
liere

(Suite du tableau en page 26)
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TABLE II

Test schedule for Qualification Approval

Notes 1. — Sub-clause numbers of test and performance requirements refer to Section Four: Test and measurement
procedures.
2. — Inthistable: D = destructive, ND = non-destructive.
Number of
. specimens (n)
Sub-clause number D Conditions of test and number of Performance requirements
and Test or P
(see Note 1) permissible (see Note 1)
(see Note 1) ND .
defectives
(pd)
Group J) ND See
4.1 Vidual examination Table I
as spe-
bpecifi-
4.1 Dimensions (detail) ioh
4.2.2 ({apacitance < Ance
4.2.3 Tangent of loss angle Frequency: 1 kHz /\
(tan p)
4.2.1 Voltage proof See detail specification_fo o breakdown or flaghover
the method
4.2.4 Ihsulation resistance See detat > Asin4.2.4.2
the met
4.2.5 Ihductance Inductance: <...mH {see de-
(if applicable) tail specification)
Sealing See detail| speci i No seepage of impigegnant
(if agplicable) or harmful deformdtion of
r\ > v the case
Group JA See
4.3.1 Ipitial measurements Table I
4.3 Ro No visible damage
tions
4.4 Repi pre-drying
heat e detail specification for
the method (1A or 1B)
4.4.2 Hi Visual examination No visible damage
Legible marking
Capacitance ACfor Grade 1.1: < 1%6
C Grade 1.2: <2%
Grade2: <3%
ofvalue measured in 4.3.1

4.14 Component solvent re-
sistance (if applicable)

Tangent of loss angle

Solvent:...
Solvent temperature: ...
Method 2

Recovery: ...

Increase of tan &:

for C<1pF:

for Grade 1.1: <0.001
Grade 1.2: <0.002
Grade2: <0.004

for C>1 pF: see detail

specification, compared

to values measured in

43.1

See detail specification

(Table continued on page 27)
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TABLEAU I (suite)
Nombres
A de spécimens (n)
Numeroe(tizspsz;li'agraphe (I)?l Conditions d’essai et d’unités Exigences
(voir note 1) ND (voirnote 1) défectueuses (voirnote 1)
admissibles
(pd)
Groupe 1B D Voir
4.5 Soudabilite Sans vieillissement tableau I Bonne qualité de I’étamage

Méthode selon spécification
particuli¢re

mise en évidence par I'é-
coulement libre de I'allia-

4.15

gc
cal

Résistance du marqua-
aux solvants (si appli-
ble)

4.6.1] Mesures initiales

4.6 Yariations
température

rapides de

4.7 Mibrations

4.7.]

Chocs
bir4:8)

(ou secousses,

B S

Solvant:...

Température du solvant: ...

Méthode 1

Matériau de frottement:
coton hydrophile

Reprise: ...

Capacité

Tangente de I'angle de pgr-
tes:

Pour Cy>1uF:al

mouis sévere des deux)
Durée totale: 6 h

Examen visuel

Montage: voir spécification
particuliere

Nombre de secousses: ...

Accélération: ... m/s?

Durée de I'impulsion: ... ms

Montage: voir spécification
particuliére

AN

S

N

L

#lage con-
rties ou
...8, Se-

Pas de dommage visible

Pas de dommage v{sible

Acceleration: ... m/s
Durée de I'impulsion: ... ms

(Suite du tableau en page 28)
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TABLE II (continued)

Number of
. specimens (n)
Sub-clause number D Conditions of test and number Performance requirements
and Test or (see Note 1) f permissible (see Note 1)
(see Note 1) ND ¢ o perm:
defectives
(rd)
Group 1B D See
4.5 Solderability Without ageing Table I Good tinning as evidenced

See detail specification for
the method

by free flowing of the sol-
der with wetting of the ter-
inatt r shall

4.15 Sq
the
cable]

Ivent resistance of
marking (if appli-

4.6.1 Iy

itial measurements

4.6 Raj
ratur

bid change of tempe-

b

4.7 Vibration

472 F

4.8 Buj

4.9 Shqck (or bump, see¥/

NS S

Solvent:...

Solvent temperature: ...

Method 1

Rubbing material:
cotton wool

Recovery time: ...

Capacitance

Tangent of loss angle:

For Cg > 1uF:at 1 kHz

ration: 6 h

Tota
ual examination
or mounting method see

detail specification
Number of bumps: ...
Acceleration: ... m/s?
Duration of pulse: ... ms

For mounting method see
detail specification

&

d
N

>

appli-

No visible damage

No visible damage

Au.«clcnal.iuu. wee I b"
Duration of pulse: ... ms

(Table continued on page 29)
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Nombres
. de spécimens (n)
Numéro de paragrap he D Conditions d’essai et d’'unités Exigences
et essai ou . 4 -
. (voir note 1) défectueuses (voir note 1)
(voir note 1) ND A
admissibles
(pd)
4.8.3 ou 4.9.3 Mesures fina- | D Examen visuel Voir Pas de dommage visible
les Capacité tableau 1 ACpour classe 1.1 <1%
: C classe 1.2 <2%
classe2: <3%
par rapport a la valeur
Tangente de ’angle de pertes hn &
X €0,001
140,002
0,004
oir spéci-
liere, par
urs mesu-
Résistance d’isolement données
Groppe 1

4.1( Séquence climatique
4.14.2 Chaleur seche

4.1Q.3 Essai cyclique de cha-
ldur humide, essai Db,
pemier cycle

4.19.4 Froid

4.1¢.5 Basse prg q atmps-
phérique (si reg

spécification parti
.5.3 Mesure /' \

Examen visuel

Capacité

Pas de claquage permanent
ni de contourfiement ou
de déformation|du boitier

Pas de dommage Yisible

Marquage lisible
ACpourclasse 1.}: <1%
C classe 1.2: <3%

classe 2:| <5%

Tangente de I’angle de pertes

Résistance d’isolement

par_rapport 4 la valeur
mesurée au 4.4.2, 4.8.3 ou
4.9.3 selon le cas

Accroissement de tan 6:
pour C<1 pF:
pour classe 1.1: <0,0015
classe 1.2: 0,003
classe 2: <0,005
pour C>1 uF: voir spéci-
fication particuliére, par
rapport aux valeurs mesu-
rées au 4.3.1 ou 4.6.1 selon
le cas

>50% des valeurs données
au4.2.42

(Suite du tableau en page 30)


https://iecnorm.com/api/?name=793440b6ed7e08516341bcdb60905bf3

384-17 © IEC 1987

—29

TABLE 11 (continued)

4.10 Cljmatic sequence
4.10.2 IPry heat

4.10.3 IDamp heat, cyclic,
Test Db, first cycle

4.10.4 €old measurement

4.10.5.3| Intermediate
urement

4.10.6 Pamp
Test Db, remaini

4.10.6.2
ments

4.10.5 ILow air pressuie (i[
requited by the_ detail
specification) Q\/\

ry temperatyre
Duration: 1

Visual examination

Capacitance

Number of
5 specimens (n)
Sub C;i‘és%:;mber (]):: Conditions of test and number of Performance requirements
(see Note 1) ND (see Note 1) permissible (see Note 1)
defectives
(rd)
4.8.3 or 4.9.3 Final measure- | D Visual examination See No visible damage
ments Capacitance Table I ACfor Grade 1.1 <1%
C Grade 1.2 <2%
Grade 2: <3%
of value measured in 4.6.1
Tangent of loss angle
Insulation resistance
Group 1 D

No permanent breakidown,
flashover or harmftll de-
formation of the cas

No visible damage
Legible marking
ACfor Grade 1.1: < 19
C Grade 1.2: <39
Grade2: <59

Tangent of loss angle

Insulation resistance

of value measuredin 4.4.2,
4.8.3 or4.9.3 as applicable

Increase of tan &:

for C<1 uF:

for Grade 1.1: <0.0015
Grade 1.2: <0.003
Grade 2: <0.005

for C>1 pF: see detail

specification, compared

to values measured in

4.3.1 or4.6.1 as applicable

> 50% of valuesin 4.2.4.2

(Table continued on page 31)
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Nombres
. de spécimens (n)
Numeroe(tizs;;gagraphe (I)?l Conditions d’essai et d’unités Exigences
(voir note 1) ND (voir note 1) défectueuses (voir note 1)
admissibles
@d
Groupe 2 D Voir
4.11 Essai continu de cha- tableau I

leur humide

4.11.1 Mesures initiales Capacité
Tangente de I’angle de pertes
alkHz
4.11.3 Mesures finales Examen visuel
Capacité Q
/\ rt a la valeur
Q \ mesurée au 4.11.1
Tangente de ’angle de pertes rodssement de tdn &
. /\ pour C< 1 uF:
pour classe 1: <0}001
classe 2: <0[002
pour C>1 pF: vpir spéci-
fication particuliére, par
rapport aux valepirs mesu-
réesau4.11.1
Résistance d'isolemeqt, >50% des valeurs| données
(\ v au4.2.4.2
Groype 3A /b\ \) Voir
4.12)l Essai d’endurance a tableau I
tepsion  alternative
501/60 Hz (si applicablg)
4.12]1.1 Mesures ifitiales
ngle de per-
tes:
/\ 1 wF:21kHz
<1pF:a10kHz
4.12]1.3 Mesuyres finale en visuel Pas de dommage vikible
Marquage lisible
\/ Capacité ACpourclasse 1: 5%
C classe 2: {10%
par rapport a [la valeur
mesuréeau4.12.].1
Tangente de I’angle de pertes Accroissement de thn &:
pour C<1pF:
pour classe 1: <,0015
classe 2: < 0,003

Résistance d’isolement

pour C> 1 uF: voir spéci-
fication particuliére, par
rapport aux valeurs mesu-
réesau4.12.1.1

>50% des valeurs données
au4.2.4.2

(Suite du tableau en page 32)
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TABLE 1I (continued)

Number of
- specimens (n)
Sub c;i:;s;;l:mber 3_ Conditions of test and number of Performance requirements
(see Note 1) ND (see Note 1) permissible (see Note 1)
defectives
(pd)
Group 2 D See
4.11 Damp heat, steady Table I

state
4.11.1 Initial measurements

Capacitance

4.11.3 Kinal measurements

Tangent ol
at 1 kHz

Visual examination

loss  angle

Capacitance

Tangent of loss angle

AN
{

r Grade 1: <0.001
Grade 2: <0.002

for C>1 uF: see |detail
specification, conjpared
to values measurpd in
4.11.1
Insulation r, nce >50% of valuesin 4.2.4.2
vy
Group 3A See
4.12.1 Endurance test at Table I
50/6Q Hz alternating volt
age (if applicable) [\/\
4.12.1.1| Initial meas
ment @ \/\
4.12.1.3| Final measure- < No visible damage
ment Legible marking
Capacitance ACfor Grade 1: < 5%
C Grade 2: < 10%)
of wvalue measur¢d in
4.12.1.1
Tangent of loss angle Increase of tan &:
for C< 1 uF:

for Grade 1: <0.001
Grade 2: £0.003

b

Insulation resistance

for C>1 uF: see detail
specification, compared
to values measured in
4.12.1.1

>50% of values in 4.2.4.2

(Table continued on page 33)
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avec courant sinusoidal
ou avec tension sinusoi-
dale (si applicable)

Fréquence:... Hz

Nombres
i de spécimens (n)
Numeroectieesizxi'agraphe (])?1 Conditions d’essai et d’unités Exigences
(voir note 1) ND (voir note 1) défectueuses (voir note 1)
admissibles
(pd)
Groupe 3B* D Voir
4.12.2 Essai d’endurance Durée: 1000 h tableau I

4.12.2.1 Mesures initiales

4.122.3 Mesures finales

Groppe 3C*

4.1213 Essai dendu
squs impulsion
cgble)

(b7,

Capacité
Tangente
pertes:
Pour Cy> 1 uF:a1kHz
Cy<1uF:a10kHz
Examen visuel

de Vlangle de

Capacité

Tangente de I’angle de peftes

de répétition de

ulsion: ... Hz

tante de temps de dé-
charge: comme en 4.12.3.2

Tension de créte appliquée:
égale a la tension de créte
nominale (voir spécifica-
tion particuliére)

Capacité

Tangente de I’angle de per-
tes:

Pour Cy> 1 uF:41kHz

I'i

ipible
rquage lisjble
\A_ our ckasse 1: 5%
C classe 2: <|{10%
rapport a [la valeur

mesurée au4.12.2.1

‘Accroissement de thn &:
pour C<1 pF:
pour classe 1: <{,0015

classe 2: < (1,003
pour C>1 uF: voir spéci-
fication particufiére, par
rapport aux valgurs mesu-
réesau 4.12.2.1

>50% des valeury
au4.24.2

données

Cn<1pFal0kHz

* La spécification particuliére peut prescrire en plus I'un ou les deux essais d’endurance.

(Suite du tableau en page 34)
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TABLE II (continued)

sinusoidal current or volt-

Frequency:... Hz

Number of
: specimens (1)
Sub c;iil\és;:;mber (]))r Conditions of test and number of Performance requirements
(see Note 1) ND (see Note 1) permissible (see Note 1)
) defectives
(pd)

Group 3B* D See
4.12.2 Endurance test with Duration: 1 000 h Table I

age (if applicable)
4.12.2. I Initial measure- Capacitance
ments . Tangent of loss angle:
For Cg > 1 pF:at 1 kHz
Cg<1yuF:at10kHz
4.12.2.3 Final measure- Visual examination
men{s
Capacitance < \
/—\\ ed in
Tangent of loss angle InCrease of tan &:
for C<1uF:
(} for Grade 1: <0.0015
Grade 2: <0.003
for C>1uF: see| detail
specification, compared
to values measufed in
4.12.2.1
Insulation esist v > 50% of values in 4.2/4.2
Group BC* See
Table I

4.12.3 |Pulse endura te
(if apjplicable) @

4.12.3.
ments

Initial ineasure-

in4.12.3.2
plied peak voltage: equal

to the rated peak voltage
(see detail specification)

Capacitance
Tangent of loss angle:

For Cg > 1 pF:at 1 kHz

CrxTHF AU TUKHZ

* The detail specification may additionally prescribe either or both endurance tests.

(Table continued on page 35)
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Nombres
. de spécimens (n)
Numéro de pal.'agraphe D Conditions d’essai et d’unités Exigences
et essal ou . . .
R (voir note 1) défectueuses (voir note 1)
(voir note 1) ND .
admissibles
(pd)
4.12.3.3 Mesures finales D Examen visuel Voir Pas de dommage visible
tableau | Marquage lisible
Capacité ACpourclasse 1: <5%
C classe 2: <10%
P3E~FAPPOrt a—la valeur
Tangente de I’angle de pertes h O:
015
H03
ir spéci-
ipre, par
< s mesu-
Résistance d’isolement données
v
Groupe 4 D
4.2.6 |Caractéristiques en

forjction de la température

(si ppplicable)
4.13 Charge et

décharge

(ngn applicable lorsque
I’edsai d’endurance sous

impulsions est requis)

4.13.1 Mesures initiales
4.13.3 Mesures finales

7a 1l kHz
:a10kHz
..8

Tangente de I’angle de pertes

} Selon 4.2.6

ACpourclasse 1.1: 1 1%
C classe 1.2: €3%
classe 2: 5%

par rapport & la valeur
mesurée au 4.13.1

Accroissement de tan &:
pour C< 1 pF:
pour classe 1: <0003

classe 2:< 04005
pour C>1 pF: vpir spéci-

Résistance d’isolement

freatton—partienliére, par
rapport aux valeurs mesu-
rées au 4.13.1

>50% des valeurs données
au4.24.2
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TABLE 1I (continued)

4.2.6 Characteristics depend-
ing |on temperature (if
applicable)

4.13 (Jharge and discharge
(not| . applicable when
pulsg endurance test is re-
quirgd)

4.13.1 |Initial measurementE

4.13.3 |Final measufements

Capacitance

Tangent of loss angle

Number of
) specimens (n)
Sub-clause number D Conditions of test and number of Performance requirements
and Test or (see Note 1) missibl (see Note 1)
(see Note 1) ND ote permissible see
defectives
(pd)
4.12.3.3 Final measure- D Visual examination See No visible damage
ments Table I Legible marking
Capacitance ACfor Grade 1: <5%
C Grade 2: <10%
£ } ed in
Tangent of loss angle
5
b
detail
mpared
red in
Insulation resistance values in 4.204.2
GroupHd D

} Asin4.2.6

ACfor Grade 1.1: < 16
C Grade 1.2: <3
Grade2: <5Ph

of value measured in

4.13.1

Increase of tan &:
for C<1uF:
for Grade 1:<0.00B

Grade 2:<0.00p
for C>1 pF: se¢ detail

Insulation resistance

bpcbiﬂbdliull, T upared
to values measured in
4.13.1

> 50% of valuesin 4.2.4.2
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3.5 Contréle de la conformité de la qualité

3.5.1 Formation des lots de contrile
a) Contréle des groupes A et B
Les essais de ces groupes doivent étre effectués lot par lot.

Un fabricant peut regrouper sa production courante en lots de contrdle sous réserve que

les régles suivantes soient respectées:

(1)  Le lot de contrdle doit se composer de condensateurs de structure semblable (voir
paragraphe 3.2).

(2a) L’échantillon soumis aux essais doit contenir des condensateurs de chacune des

malanecat dachaonna dac dienanci ane scantéacdanslelot de caontrdle:
VarCt St G C-Crac i C- 6 C s a Rt RSO S PSR e aadh o ToTat-GoRerolc:

— proportionnellement a leur nombre;
— et avec un minimum de cinq condensateurs de méme

(2b) Sil’'application stricte du plan d’échantillonnage conduyit ¥ moi ing gonden-
sateurs de chaque valeur dans I’échantillon, la ;

faire ’objet d’un accord entre le fabricant et I'Org illance.

b) Contréle du groupe C

ante correspondant a la
tensign élevée, moyenne ¢t basse.
8ridde, il doit étre essayé une
dimension de boitier par gro e _tension Aucours/des périodes suivantes [d’autres
valeurs de dimensions de boijtiers et/dy de tehsion nominale de la production |doivent

étre soumises aux essais afin de cow’e ASsen

of et des essais périodiques pour le contrdle de la
cuxieme section de la spécification particuli¢re-cadre,

Les échantillons doivent étre représentati
période spécifiée et doivent étre réparti

3.5.2

3.53

rocédures de la Publication 384-1 de la CEI, paragraphe
etre effectué, la capacité et la soudabilité doivent étre yérifiées
trole des groupes A et B.

354

assurance donné(s) dans la spécification particuli¢re-cadre doit (doivent)

de préférénge étye choisi(s) dans les tableaux I1la et 111 ci-apres:

I'ABLEAU llla

D* E F* G*
Sous-groupe
de controle ** NC NQA NC NQA NC NQA NC NQA
(%) (%) (%) %)
Al S-4 2,5
A2 I 1,0
Bl S-3 2,5
NC = niveau de contrdle
NQA = niveau de qualité acceptable
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3.5 Quality Conformance Inspection

3.5.1 Formation of inspection lots
a) Groups A and B inspection

These tests shall be carried out on a lot-by-lot basis.

A manufacturer may aggregate the current production into inspection lots subject to the

following safeguards:

(1) The inspection lot shall consist of structurally similar capacitors (see Sub-
clause 3.2).

(2a) The sample tested shall be representative of the values and dimensions contained in
the-inspectionlot:
— inrelation to their number;
— with a minimum of five of any one value.

(2b) If there are less than five of any one value in the samplé

Inspectorate.
B)  Group Cinspection
These tests shall be carried out on a periodic basis.

3.5.2

353

A’-‘
Sram—
L BN 21
23
9 Q
3 S
> 8
Y=
.m

-

354

"

from thetollowing Tables I11a and I115:

samples shall be agreed between the manufacture

hé specified perio
g order to cover the r

Sagsessmont tevel(s) given in the blank detail specification shall preferably be s

ving of
rvising

ds and
inge of
n sub-
ed with

tion is

-17-1.

2, re-

elected

TI'ABLE Illa
D* E F* G*
Inspection
sub-group ** IL AQL IL AQL IL AQL IL AQL
(%) (%) (%) (%)
Al S-4 2.5
A2 11 1.0
B1 S-3 25

IL =

inspection level
AQL= acceptable quality level
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*
Sous-groupe D= E F* G
de contrdle **
p n c p n c p n p n c
CIl1A 6 9 1
CIB 6 18 1
C1 6 27 2
C2 6 i5 1
C3A 3 20 1
C3B 3 5 1
C3C 3 5 1
C4 3 9 1
el 12 6 1
p = périodicité en mois
n = effectif de I’échantillon

o
I

Notes re¢latives aux tableaux Il1a et I11b:
* Les rliveaux d’assurance D, F et G sont a I'étude.

** Le contenu des sous-groupes de contrdle est décrit dans la deuxiéme secti

cablg.

SECTION QUATRE

Cette section compléte les information
quatre.

4. Méthodes d’essai et de mie

4.1 Examen visuel et

4.2 Essais éle

4.2.1

INote( —Si le

nombre admissible de défectueux

tension continue prescrit dans la spécification pour courant continu (Publication 384-16 de 1
ili indiguée ci i supérieure

b) Tension de tenue sous tension alternative (50 ou 60 Hz)

La valeur efficace de la tension d’essai est:

— point la): 1,5 Uy~ pour Uy~ <250V
1,4 Uy~ pour Un.>250V

particifliére-cagire appli-

section

tension

htinu)

CEI) en

epdensateur a aussi une tension nominale continue, il doit subir I’essai de tension de %enue sous

— points 1b)- 1¢)- 1d)(modeles isolés seulement): 2 Uy~ avec un minimum de 200 V

(valeur efficace).
Notes 1. — Uy.. et les autres valeurs de tension alternative sont exprimées en valeurs efficaces.
2. — Latension d’essai doit étre appliquée pendant:

— Une minute pour les essais d’homologation et les essais périodiques.

— Auminimum 1 s pour ies essais lot par lot.
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TABLE II1b
I . D* E F* G*
nspection
- *k
sub-group 0 c p n c p n n c
Cl1A 6 9 1
CIiB 6 18 1
Ci 6 27 2
C2 6 15 1
C3A 3 20 1
C3B 3 5 1
C3C 3 5. 1
C4 3 9 1
C5 12 6 1
p = periodicity in months
n = sample size
¢ = permitted number of defectives

Notes cancerning Tables I1Ia and 111b:

*The apsessment levels D, F and G are under consideration.

**The content of the Inspection sub-groups is described in Section Two of the pé

This

41 ¥

42 F
4.2.1

-2

fote. = If theve

=

gitor has also a rated d.c. voltage, it shall be tested with the d.c. voltage proof test of the d.c. speci-
fication (IEC Publication 384-16) but if the value mentioned here in Sub-clause a) of this dodument is
higher, this value shall be used.

b) A.C.voltage prooftest (50 or 60 Hz)
The r.m.s value of the test voltage is:
— point 1a): 1.5 U with Ug. <250V

1.4 Ug.. with Ug..>250 V

— points 1b)- 1¢)~- 1d)(insulated styles only): 2 Ur.- but not less than 200 V r.m.s.

Notes 1. — Ug.. and other a.c. values are r.m.s. values.

2. — The test voltage shall be applied during:

— One minute for qualification approval tests and periodic tests.

— A minimum of 1 s for lot-by-lot tests.
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4.2.2 Capacité

Selon paragraphe 4.7 de la Publication 384-1 de la CEI, compte tenu des modalités
suivantes:

4.2.2.1 La mesure de la capacité doit se faire a 1000 Hz ou le résultat de cette mesure doit étre
ramené a une fréquence de 1 000 Hz. Pour les condensateurs de capacité nominale supérieure
4 10 pF, les fréquences de 50 Hz a 120 Hz peuvent étre utilisées, mais la fréquence de 1 kHz est
la fréquence de référence.

La valeur de créte de 1a tension appliquée ne doit pas dépasser:
— a1000 Hz: 3% de la tension nominale,
— de 50 a 120 Hz: 20% de la tension nominale, avec un maximum de 100 V (valeur efficace
TOVY-

4222 La capacité doit correspondre a la capacité nominale, compte e 1érance

pécifiée.

4.2.3 | Tangente de 'angle de pertes (tan 6)
Selon paragraphe 4.8 de la Publication 384-1 de la_CE ; bdalités

uivantes:

4.2.3.1 Conditions de mesure pour les mesures a 1 000
La tangente de I’angle de pertes (tan ), doit étte m¢surée dans Ie es:

— Fréquence: 1 000

— Créte de tension: <39

4.2.3.2 Exigence

re supérieure a la valeur appropriée du

La tangente de I’angle de pertes|(tan

ableau suivant: <\ (\

@d it pa

\/ Tangente de I’angle de pertes

Q Capaciténominale
Classe de Classe de
performance 1 performance 2
AN
NH )CN<1uF <10-107 <20-107

te. Pour C> 1 uF, les valeurs de la tangente de I’angle de pertes doivent

tre'indiquées dans la spécification particuliére.

4238 esure pour les mesures a 10 kHz

condensateurs de capacité nominale inférieure ou égale a 1 pF la tangente de
I’angle de pertes doit étre mesurée dans les conditions suivantes:

= Fréquence: 10kHz

— Tension efficace: <1V.
— Imprécision de mesure: <35 X 10—4(valeur absolue).

4.2.4 Résistance d’isolement

Selon paragraphe 4.5 de la Publication 384-1 de la CEI, compte tenu des modalités
suivantes:

4.2.4.1 Avant la mesure, le condensateur doit étre entiérement déchargé. Le produit de la résis-
tance du circuit de décharge par la capacité nominale du condensateur en essai doit étre supé-
rieur ou égal 4 0,01 s ou a toute autre valeur éventuellement prescrite dans la spécification
particuliére.
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4.2.2 Capacitance
Sub-clause 4.7 of IEC Publication 384-1, with the following details:

4.2.2.1 The capacitance shall be measured at, or corrected to, a frequency of 1 000 Hz. For rated

capacitance values > 10 pF, 50 Hz to 120 Hz may be used, but 1 kHz shall be the referee
frequency.

The applied peak voltage at 1 000 Hz shall not exceed 3% of the rated voltage, and the
applied peak voltage at 50 Hz to 120 Hz shall not exceed 20% of the rated voltage with a
maximum of 100 V(70 V r.m.s.).

4.2.2.2 | The capacitance shall be within the specified tolerance.

4.2.3 [lTangent of loss angle (tan 8)
Sub-clause 4.8 of IEC Publication 384-1, with the following

4.23.1 | Measuring conditions for measurements at 1 000 K
Tan 6 shall be measured as follows:
Frequency: 1000 Hz.
Peak voltage:  <3% of the rated voltage

4.2.3.2 | Requirement

/ Tangent of loss angle

Rated capacitanice
Performance Performance

Grade 1 Grade 2
AN

}R<luF <1010~ <20.10°

4233 ) itigns for measurements at 10 kHz

—+ Ffequency: 10kHz
— Voltage: <1Vrms.
— Inaccuracy: <5 x 10—4(absolute value).

4.2.4 Insulation resistance
Sub-clause 4.5 of IEC Publication 384-1, with the following details:

4.2.4.1 Before measurement, the capacitor shall be fully discharged. The product of the resistance
of the discharge circuit and the rated capacitance of the capacitor under test shall be >0.01 s
or any other value prescribed in the detail specification.
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4.2.4.2 Latension de mesure doit étre conforme aux prescriptions du paragraphe 4.5.2 de la Publi-
cation 384-1dela CEL.

Cette tension doit étre appliquée immédiatement & sa valeur exacte a travers la résistance
interne de la source de tension.

Le produit de la résistance interne par la capacité nominale du condensateur doit étre infé-
rieur 4 1 s ou a toute autre valeur éventuellement prescrite dans la spécification particuliére.

La résistance d’isolement doit satisfaire aux exigences du tableau suivant:

Produit RC minimal

(R = résistance d’isolement Résistance d’isolement minimale Résistance d’ 1solement minimale
entre les sorties) entrelessorties | itier
(C = capacité nominale)
(s) (GQY) (G

Points de mesure selon le tableau I, paragraphe 4.5.3 de la Publication 384-1 de :
la) | la) /\l\ b o) 1

Capacité nominale: \ \)
>0,33 uF | <0,33 uF <\

Tension nominale:
>100V <100V ] Toutes tem
Classe:
AERREENEN @Q O P
100

30000 7 500 15000 | 3750 : l(h\
rhze 20°C, le résultat de la mesure|doit, s’il

1 pé
tipliant aleur mesurée par le facteur de cqrrection
approprié. En ¢ 0°C est décisive. Les facteurs de correction [suivants

peuvent étri considére meynsmoyenne pour les condensateurs a diélectrique en film de

N

I\.)

4248 Lorsquel’essain’

polypropy

TW"C) Facteur de correction
\/15 0,75

20

23 1,25

27 1,5

30 1,75

35 2

4.2.5| Inductance (sirequis)

Selon naranar\hp 411 de la Publication—384-1
£ ae BHca

suivantes:

—ecompte—tent—des—modalités

La valeur maximale de I'inductance doit étre fixée en spécification particuliére.
Une valeur approximative peut étre fournie a partir de la mesure de la fréquence de réso-
nance et de la valeur de la capacité mesurée au paragraphe 4.2.2.
4.2.6  Caractéristiques en fonction de la température (si requis dans la spécification particuliére)

Selon paragraphe 4.24.1 «Méthode statique» de la Publication 384-1 de la CEI, compte
tenu des modalités suivantes:

Les mesures de capacité sont effectuées aux points b), d) et f). La mesure de résistance d’iso-
lement est également effectuée au point f).
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4.2.4.2 The measuring voltage shall be in accordance with Sub-clause 4.5.2 of IEC Publi-
cation 384-1.

The voltage shall be applied immediately at the correct value through the internal resistance
of the voltage source.

The product of the internal resistance and the rated capacitance of the capacitor shall be
smaller than 1 s or any other value prescribed in the detail specification.

The insulation resistance shall meet the following requirements:

Minimum RC product
(R = insulation resistance Mmlmum insulation resistance Minimum insulation resistance
between the terminations) between the terminations | inati ase
(C = rated capacitance)
(s) (GQ) (GQ)

Mleasuring points in accordance with Table I in Sub-clause 4.5.3 of IEC Publicati
VR AN S
ated capacitance: \/
>0.33 uF [ <0.33pF <\K

ated voltage:

> 100V <100V \ All voltagm
Grade: \/

Tl e O @Q 40

30000 | 7500 | 15000 | 3750 >§)

o]

=

100

T thxgc, the result shall, when necessary, be

easurement by the appropriate correction
isdecisive. The following correction factqrs can
olypropylene film capacitors:

4.2.43 | When the testism
cqrrected to 20°C by
falctor. In case of doubt,

bg considere?sa avera
< \/\wlp tugeeC) Correction factor

\rs/ 0.75
20 1
23 1.25

27 1.5
30 1.75
35 2

4.2.5 Inductance (if required)

M P R |
II1g Ucialils.

The maximum inductance value shall be stated in the detail specification.

An approximative value can be provided from measurement of resonance frequency and
capacitance value measured in Sub-clause 4.2.2.

4.2.6 Characteristics depending on temperature (if required in the detail specification)
See Sub-clause 4.24.1 “Static method” of IEC Publication 384-1 with the following details:

The capacitance measurements shall be carried out at points b), d) and f). The measurement
of insulation resistance is also carried out at point f).
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Caractéristiques a la température minimale de la catégorie

Température d’essai Caractéristique
au point b) capacité/température
~10°Cet —25°C 0<% <+2,25%
—40°C 0< 28 <43y
C
-55°C 0< 85 <4375%
Caractéristiques a la température maximale de cazéggi_e\
o (N
Résistance d’isolem{t\\ Reésistahce d’isplement
int de mesurg ] i
Température d’essai Caractéristique (poin SN) (o b t clet e;)l;re
au point f) capacité/température Cy> 0,33 uF < 0& ;
R;x Cy(s) i ((J‘Q\ (GQ)
o AC Q)
70°C —2,5% < ==<0 500 5
¢ @)
85°C ~3,05% <& \(\<1 2oo< > )\> 4
D
100°C —4%<%% %K 2,5 2,5
QB
4.3 |Robustesse des serties
tion 384-1 de la CEI, compte tenu des nmpodalités

4.3.1

angle de
4.4 |Résistance alaxhaleurdesoudage

hodalités
4.4.11 Conditionsdéssai:Pas de séchage préliminaire

'4.4.2| “Examen, mesures et exigences finals

Les condensateurs doivent étre examinés visuellement et mesurés; ils doivent répondre aux
exigences données au tableau II.

4.5 Soudabilité

Selon paragraphe 4.15 de la Publication 384-1 de la CEI, compte tenu des modalités

suivantes:

4.5.1

Conditions d’essai: Sans vieillissement

Les exigences pour la méthode d’essai de la goutte doivent étre prescrites dans la spécifi-
cation particuliére. Lorsque ni la méthode du bain d’alliage ni la méthode de la goutte d’al-
liage ne sont applicables, on doit utiliser la méthode du fer 4 souder avec un fer de forme A.
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Characteristics at lower category temperature

Test temperature Temperature characteristic
at point b) of capacitance
~10°Cand -25°C 0<8E <+225%
~40°C 0< 85 <4y
-55°C 0< 85 <+375%

Characteristics at upper category temperature

. N\
Insulation resistance Insu ti}nii;/ﬁmce
measuring point 1 i
Test temperature Temperature characteristic (me &P }Q meal crm d l;;t
at point f) of capacitance Cr>033pF Cr \(0.332)ux\
R;x Cx(s) <\R,\ GQ)
; \\\\/
70°C ~25%<AC <o 150?/‘ \ 5
c a
85°C —3.25%<AC—C<<B\ <\G%n Q 4)> 4
100°C —4%<AC—C< % 50 25 2.5
Y

4.3 R

431 |

sh
4.4 R

44.1
442 Fi

pbustness of termi

4.1, with the following details:

¢d according to Sub-clause 4.2.2. The tangent of loss
-clause 4.2.3.1 or 4.2.3.3 as appropriate.

inal'inspection, measurements and requirements

angle

The capacitors shall be visually examined and measured and shall meet the requirements

given in Table I1.
4.5 Solderability

Sub-clause 4.15 of IEC Publication 384-1, with the following details:

4.5.1

Test conditions: No ageing

The requirements for the globule test method shall be prescribed in the detail specification.
When neither the solder bath nor the solder globule method is appropriate the soldering iron
test shall be used with soldering iron Size A.
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4.5.2

4.6

4.6.1

4.6.2

4.7

4.7.1

472

4.8

4.8.1

4.8.2

4.8.3
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Les exigences sont indiquées au tableau II.

Variations rapides de température

EI 1987

Selon paragraphe 4.16 de la Publication 384-1 de la CEI, compte tenu des modalités

suivantes:

Mesures initiales
Les mesures initiales doivent étre effectuées conformément au paragraphe 4.3.1.

Nombre de cycles: 5

Durée d’exposition aux températures extrémes: 30 min, sauf prescription contraire dans la

mesurés comme prescrit dans la spécification particuliére; ils doivent
de la spécification particuliére.

Vibrations

Selon paragraphe 4.17 de la Publication 384-1 de
suivantes:

La méthode B4 et le degré de sévérité suivany/de 1’essa

prévus pour étre fixés par leurs {sort

a distance entre le corps et le

5

La spécification particuliére doit indiquer la sévérité applicable prise parmi les

spécification particuliére pour les gros condensateurs. Aprés reprise, les condensateurs sont

xigences

npte, tenwdes modalités

appliqués: amplitude du
plitude la plys faible,

dans I'une des gammes de fréquences suiva ,de 10 Hz a 500 Hz, de 10 Hz
a2 000 Hz. La durée totale doit €

condensateurs a sorties axiales par fils et

point de

Publication 384-1 de la CEI, compte tenu des modalités

yliere doit indiquer si I’on doit appliquer I’essai de secousses ou

Séveérités

QI antac:
TUTVTITTUST

Nombre total de secousses: 1000 ou 4 000

Accélération: 390 m/s2(40 g) } ou { 98 m/s2(10 g)
Durée de I'impulsion: 6 ms 16 ms

La spécification particuliére doit aussi prescrire la méthode de montage a utiliser.

Pour les

condensateurs a sorties axiales par fils et prévus pour étre fixés par leurs sorties seulement, la

distance entre le corps et le point de fixation doit étre de 6 + 1 mm.

Examen, mesures et exigences finals

Les condensateurs doivent étre examinés visuellement et mesurés; ils doivent répo
exigences données au tableau II.

ndre aux
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